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O nas

najnowoczesniejsze niezalezne laboratorium
nanotechnologiczne w Polsce

BADANIA POWLOK to nasza specjalnosc dzieki
kompleksowo wyposazonemu laboratorium
sktadajgcego sie z najnowoczesniejszego sprzetu
laboratoryjnego, wykwalifikowanych badaczy
i inzynieréw oraz bogatego doswiadczenia.

wykwalifikowana kadra
inzynierow i naukowcow

najnowoczesniejsze wyposazenie

laboratorium nanotech

najwyzsza jako$¢
wykonywanych analiz

powtoki
specjalistyczne

Powtoki specjalistyczne odnajduja zastosowanie w wielu
branzach, co przektada sie na ich szerokie spektrum ztozonosci
i postaci. Wspdlna krytyczng cecha powtok stanowi ich grubosé
oraz sktad chemiczny, ktére czesto musza spetniaé rygorystyczne
wymagania producentéw. Parametry te przektadaja sie
bezposrednio na jakos¢ i niezawodno$¢ wytwarzanych
elementéw.

Nanores Lab swoim doswiadczeniem oraz wiedzg pragnie
wspiera¢ producentéw oraz dystrybutoréw detali powleczonych
powtokami specjalistycznymi w zakresie podstawowych badan
kontrolnych, rozwoju R&D produktow, statej kontroli jakosci oraz
ekspertyz pouszkodzeniowych.

indywidualne
podejscie

szybkosc realizacji
badan
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lokalne
przekroje

Nasze urzadzenia Xe-PFIB oraz Ga-FIB pozwalaja na
wykonanie  lokalnych  przekrojow  przy = pomocy
zogniskowanej wiazki jonéw umozliwiajacej selektywne

usuwanie materiatu i tworzenie przekrojow
o chropowatosci nieprzekraczajacej pojedynczych
nanometrow. Po usunieciu materiatu i polerowaniu

jonowym mozliwe jest wykonanie obrazu SEM oraz mapy
pierwiastkowej powierzchni zgtadu.

Technika wykonywania lokalnego przekroju nie powoduje
zadnych uszkodzen mechanicznych powtoki, ktére mogtyby
powsta¢ w trakcie konwencjonalnej  preparatyki
metalograficznej i zostaé btednie zinterpretowane jako jej
defekty.
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Skontaktuj sie z naszym specjalista, aby
otrzymaé oferte dopasowana do Twoich
indywidualnych potrzeb.

pomiary
grubosci powtok

Grubo$¢ powtok nieczesto stanowi krytyczny parametr
wptywajacy na uzytecznos$¢ produkowanych elementdw.
W przypadku powtok specjalistycznych wykonywanych
z metali szlachetnych i pétszlachetnych ich grubos¢ musi
by¢ $cisle kontrolowana w okre$lonych przedziatach.

Oferowany pomiar grubo$ci powtok pozwala na precyzyjne
okreslenie grubosci powtoki w okreslonym przez klienta
miejscu. Wysokorozdzielczy tryb obrazowania pozwala na
pomiar wielowarstwowych powtok juz o grubosci kilku
nanometréw.

analiza
pierwiastkowa EDS

Oprogramowanie Phenom Elemental Mapping firmy
Thermo Scientific dostarcza szybkich i wiarygodnych
informacji na temat sktadu chemicznego proébki
w postaci pierwiastkowych rozktadéw punktowych,
liniowych i powierzchniowych.

Cechuje sie bardzo dobra rozdzielczoscia energetyczna
i wyjatkowa sprawnoscia. System chtodzacy nie
generujacy drgan sprawia, ze detektor ten jest jednym
z najbardziej zaawansowanych urzadzen dostepnych
na rynku umozliwiajagcym wysokorozdzielcze analizy
i detekcje pierwiastkéw od 4Be do 95Am.
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kontrola jakosci

Nanores Lab oferuje szereg narzedzi do monitorowania
zgodnosci, opartych na catosciowej identyfikacji i badaniu
wad, usterek i awarii. Mikrotomografia rentgenowska
(microCT)  jest nieniszczaca  technika  generujaca
rekonstrukcje 3D prébek z mikrometrowa rozdzielczoscia.
Dzieki podstawowym cechom identycznym z dobrze znana
technologia tomografii komputerowej, microCT zapewnia
dogtebny wglad wewnatrz materiatu, umozliwiajac
identyfikacje defektéw, ich ksztatt oraz lokalizacje. Po
zidentyfikowaniu, defekty moga zostaé wyodrebnione
i poddane bardziej szczegdtowej analizie przy uzyciu
technik o wyzszej rozdzielczosci, takich jak mikroskopia
elektronowa (EM).

Analiza uszkodzen i kontrola jakosci na
podstawie wysokorozdzielczej mikroskopii
elektronowej i spektroskopii

Nowoczesny przemyst w coraz wiekszym stopniu polega na
kontroli i zapewnieniu jakosci produkowanych czesci. Sa to
elementy niezbedne w obliczu rosnacej ztozonosci i coraz
wyzszych standardéw niezawodnosci naktadanych na nowe
produkty. Analiza btedéw stanowi krytyczny aspekt
nadzoru jakosci (FMEA), zapewniajac wglad w pierwotng
przyczyne awarii komponentu/materiatu, ustanawiajac

nowe warunki i wymagania brzegowe produkgcji.
Niejednokrotnie mate i mikroskopijne defekty czesto Wielowarstwowa powtoka obrazewanal pray 2 kY
prowadza do powaznych awarii komponentéw. Obserwacja 7 widocznymi liczaymil pustkami. Obrazewanie

tych czynnikéw w szerokiej skali i ich ocena w kategoriach
jakosciowych jest jedynym sposobem na sformutowanie
doktadnej interpretacji, ktéra jest niezbedna do analizy
i okreslenia pierwotnej przyczyny uszkodzenia (RCA).

SEM pewtok moze zapewnic wglad wimechanizmy,
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Delaminacje, pekniecia, wtracenia, porowatosci, S$lady
zuzycia czy wyrwania stanowig przyktadowe defekty, ktére
mozna zaobserwowaé na powierzchni oraz na przekroju
poprzecznym badanych elementéw. Kazda z tych wad jest

efektem czynnika, ktérego wskazanie i zidentyfikowanie °
jest podstawowym naszym zadaniem. 0o
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otrzymacé oferte dopasowang do Twoich
indywidualnych potrzeb.
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TECHNIKI

morfologia
powierzchni

Mozliwo$¢é okreslenia morfologii powierzchni oraz
charakteryzujacych ja parametréw umozliwia weryfikacje
poprawnosci  realizowania  procesOw  nanoszenia
wszelkich warstw na dowolnym etapie produkgiji.
Nanores Lab dysponuje mozliwosciag obrazowania przy
zastosowaniu technik laserowej mikroskopii konfokalnej,
skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii

sitatomowych.

rekonstrukcja
3D struktury
materiatu

Rozwdj materiatdw czesto wymaga przeprowadzenia
dogtebnej charakteryzacji 3D struktury. Instrumenty
DualBeam umozliwiajg seryjne wykonywanie przekrojow
a nastepnie obrazowanie ich w skali mikro-
i nanometrycznej. Wyniki tego procesu moga by¢ pdzniej
przetworzone w wysokiej jakosci rekonstrukcje 3D
mikrostruktury prébki.

precyzyjna
obrobka
laserowa

Nasza stacja robocza z laserem femtosekundowym
umozliwia ciecie trudnych materiatéw, takich jak
ceramika, diamenty i szkto hartowane, itd. Nadaje sie do
produkcji mikrokomponentéw oraz modyfikowania
morfologii powierzchni mikroobrébka. Znajduje réwniez
szerokie  zastosowanie w obrobce elementéw
optycznych oraz mikrouktadéw elektromechanicznych..

Skontaktuj sie z naszym
specjalista, aby otrzymac
te oferte dostosowang do

R&D Advisor:

Mateusz Dziubek

%‘ Twoich potrzeb. (+48) 504 949 014
’\n Nnanores Wi, 8 )
@nanores.pl
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